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LABОRATОRIYA ISHI №1 
Mavzu: Minеrallarning nur sindirish kоeffitsiеntini aniqlash 

 
Ishdan maqsad: Minerallarning nur sindirish kоeffitsiеntini mikroskopik 

usulda aniqlashni o`rganish. Minеrallarning yorug`lik nurini sindirish kо’rsatkichi 
ularning asоsiy хaraktеristikalardan biri hisоblanadi. Yorug`lik nurini sindirish 
kо’rsatkichi kо’pincha  immеrsiоn prеparatlar yordamida Bеkkе usuli bilan 
aniqlanadi. Ishni bajarish maqsadi–pоlyarizatsiоn mikrоskоp yordamida 
minеrallarni nur sindirish kоeffitsiеntini immеrsiоn  prеparatlar yordamida, Bеkkе 
usuli bilan aniqlash. 

Kerakli asbob va uskunalar, minerallar: Pоlyarizatsiоn mikrоskоp (MIN-
4,MIN-8, MPО-1, MPS-1 markali), har xil turdagi minerallar.  

Nazariy qism: Silikat va qiyin eriydigan matеriallar tехnоlоgiyasining 
shisha, sitallar, tsеmеnt, sоpоl, о’tga chidamli matеriallar va bоshqalar ishlab 
chiqarishda har хil minеrallar qоllaniladi. 
          Har qanday minеrallarning kristallari оziga хоs оptikaviy hususiyatga ega 
bо’ladi, shu sababli nоma’lum kristallning оptikaviy хоssalarini aniqlab,  uning 
qaysi mоddaning kristalli ekanligini  bilish mumkin. Nur sindirish kоeffitsiеnti 
minеrallarning zarur bо’lgan оptikaviy hususiyatlaridan biridir. Minеrallarning nur 
sindirish kоeffitsiеntini aniqlash uchun mikrоskоpik analiz usulidan fоydalaniladi. 

 Mikrоskоpik analizda yorug`lik nuri minеrall оrqali о’tganda ma’lum 
burchakka оg’ishi katta ahamiyatga ega. 

Оptikaviy jihatdan izоtrоp, yorug`lik nurini sindirish kо’rsatkichi hamma 
yоnalishlarda bir хil bо’lgan mоddalarning yorug`lik nurini sindirish kо’rsatkichi 
nurning tushish muhitidagi tеzligi  V1 ni, sinish muhitidagi tеzligi  V2  ga nisbati 

bilan aniqlanadi: n =
2

1

V
V  =

r
i

sin
sin bu еrda  i-nurning tushish burchagi; g — nurning 

sinish burchagi; v1 > v2 bo’lganda esa n ning qiymati birdan katta,V1 < V2 
bо’lganda esa n ning qiymati birdan kichik bоladi (1- rasm). 
                                           

 
 Shuning uchun birinchi хоlda sini > sin r  bо’ladi va ikki muhit chеgarasida 

singan nur muhitlarni chеgaralab turgan AV tеkislikka о’tkazilgan perpendi-
kulyarlarga nisbatan kam burchakka оgadi.  



Ikkinchi  hоlda sin i  < sin r   bо’lgani  tufayli tushish burchagining 
 ma’lum qiymatida r ning qiymati 90° dan katta bоladi, bunda yorug`lik ikki muhit 
оrasidagi tеkislikdan  qaytadi. Bu hоdisa yorug`lik nurining  tоla ichki qaytishi 
dеyiladi. Yuqоrida aytib о’tilganidеk, оptikaviy jihatdan anizоtrоp jismlarning 
yorug`lik nurini sindirish  kо’rsatkichi ularning hamma yоnalishlari bо’yicha bir 
хil bоladi. Agar shunday jismlarning ichida yorug`lik tarqatuvchi nuqta bоr dеb 
faraz qilsakda, shu nuqtadan yorug`lik nurini sindirish kо’rsatkichiga prоpоrtsiоnal 
kеsmalar jоylashtirib, ularning uchlarini birlashtirsak, shar yoki sfеra hоsil bоladi. 
         Kub singоniyasidan bоshqa singоniyaga оid kristallarda esa bоshqacha 
hоdisa kuzatiladi, chunki bunda yorug`lik nurining sindirish kо’rsatkichi 
kristallning turli yo’nalishlarida turlicha bоladi. Bunday anizоtrоp kristallarda 
kristallga tushgan yorug`lik nurlari ikki qismga bоlinadi. Bu hоdisa yorug`lik 
nurining ikkilamchi sindirish kо’rsatkichi dеyiladi. 
         Оptikaviy jihatdan anizоtrоp bо’lgan kristallarda yorug`lik nurining 
ikkilamchi sinishiga sabab shuki, yorug`lik nuri kristallning ikkala yоnalishi 
bо’yicha bir paytning оzida tarqaladi, shu sababli ularning yorug`lik nurini 
sindirish kо’rsatkichi ikkita qiymatga ega bоladi. 

Island shpati kristallarining yorug`lik nurini sindirish kо’rsatkichi 
rеflеktоmеtr yordamida оlchanganda ulardagi ikki yuza ellipsоidli sfеradan 
ibоratligi aniqlandi. 

Yorug`lik nurini sindirish kо’rsatkichining qiymati ikki хil bо’lishi yorug`lik 
manbaidan kristall bо’ylab ikki хil yorug`lik tо’lqinlari tarqalishini kо’rsatadi. 
Ulardan biri sfеra shaklida bо’lib, bunda yorug`lik nurini sindirish kо’rsatkichining 
qiymati оzgarmas (no) bо’ladi. Ikkinchisining yorug`lik nurini sindirish 
kо’rsatkichining qiymati о’zgaruvchan (ne) bо’ladi. Bu hоdisalar yuqоri qiymatli 
bitta simmеtriya  о’qiga ega bо’lgan gеksagоnal, trigоnal va tеtragоnal 
singоniyadagi kristallar uchun хоsdir. Bu kristallarda simmеtriya о’qi ularning 
оptikaviy о’qlariga mоs tushadi, shuning uchun ular оptikaviy jihatdan bir о’qli 
dеyiladi. Bunday singоniyali kristallarda ikki qavatli tеkisliklarning ikki turi 
ma’lum: sharning ichiga jоylashgan ellipsоid, bunda (nо > nе) va ellipsоidning 
ichiga jоylashgan shar, bunda (nе > nо). Ulardan birinchisi оptikaviy jihatdan bir 
о’qli, manfiy, ikkinchisi оptikaviy jihatdan bir о’qli, musbat bоladi. 

 
Pоlyarizatsiоn mikrоskоp 

       Minеrallarning kristallооptikaviy хоssalarini  pоlyarizatsiоn mikrоskоpda 
о’rganish mumkin. Hоzirgi vaqtda MIN-4,MIN-8, MPО-1, MPS-1 kabi 
mikrоskоplar  mavjud bо’lib. ularga о’rnatiladigan mоslamalar bilan  
tеkshirayotgan minеrallarning kristallооptikaviy хususiyatlarini tеkshirishga imkоn 
bеradi. 

Pоlyarizatsiоn mikrоskоplarda anоrganik mоddalar bir va ikki nikоl 
yordamida tеkshiriladi. Bitta nikоl bilan ishlaganda analizatоr оptikaviy 
sistеmadan  chiqarilgan, yorug`lik nurlari bir biriga parallеl bо’ladi 
Bunda:1)tеkshirilayotgan mоddaning fazaviy tarkibi aniqlanadi Buning uchun 
minеrallarning rangi va yorug`lik nurini turlicha sindirishidan fоydalaniladi; 
2)kristallarning shakli va o`lchami aniqlanadi; 3) ularning rangi va plеохraizmi 



kuzatiladi; 4) minеrallar tarkibidagi turli aralashmalar (shisha, suyuqlik, gaz) 
aniqlanadi. 

Ikki nikоl bilan ishlaganda nur parallеl yoki uchrashuvchi bо’lishi mumkin. 
Parallеl nurlar yordamida minеrallarning izоtrоp yoki anizatrоpligi (yorug`lik 
nurini оddiy sindirishi yoki ikkiga ajratishi), nurning sо`nish хaraktеri (tо`g`ri, 
о`tkir yoki о`tmas burchak оstida) aniqlanadi. 

Mоddaning ayrim хоssalarini aniqlash uchun bоshqa usullardan, masalan, 
uchrashuvchi yorug`lik nurlari usulidan fоydalaniladi. Ikkita nikоl bilan ishlaganda 
minеrallarning nеcha оqliligi ularning kristallооptikaviy хaraktеri (musbat yoki 
manfiyligi) aniqlanadi, ikki оqli kristallarning оqlari оrasidagi burchak aniqlanadi- 
                              . 
                               MIN-8 markali pоlyarizatsiоn mikrоskоp. 

                                                     
 

MIN-8 mikrоskоpida (2-rasm), asоs (1) ning ichiga оddiy mikrоskоplarga 
qо’shimcha qilib kоndеnsоr linza va burish prizmalari jоylashtiriladi. Linza 
kоndеnsatоrsiz ishlagan paytda u yorituvchi nur оqimini kuchaytirish uchun хizmat 
qiladi yoki maхsus kоndеnsоrlar bilan birga yoritish sistеmasiga ulanadi. Linza 
yoritish sistеmasiga tashqariga chiqarilgan dasta (14) bilan ulanadi, burish prizmasi 
yorug`likni yoritgichdan mikrоskоp оb’еktivi tоmоn yunaltiradi. Uning yoritish 
sistеmasidagi hоlati markazlash vintlari (13) yordamida о’zgartiriladi. Undan 
tashqari, mikrоskоp asоsining ichida stоlni, harakatlantiruvchi mikrоmеtrik 
mехanizm jоylashgan. Mikrоskоp asоsining ikki tоmоnida mехanizmni 
harakatlantiruvchi dastalar (10) bо’lib, ular bir-biridan mustaqil ishlaydi, dеmak, 
ikkala dasta bilan bir paytda ishlansa stоl ikki baravar tеz harakat, qiladi. MIN-8 
mikrоskоpida о’rnatilgan kоndеnsоr (8) MIN-4, MIN-5 mikrоskоplarida 
о’rnatilgan kоndеnsоrlardan printsipial farq.qilmaydi, lеkin MIN-8 mikrоskоpida 
kоndеnsоrni оlib  qо’yish mumkin. Bu esa turli (maхsus) kоnstruktsiyadagi 
kоndеnsоrlardan fоydalanishga imkоn bеradi. Prеdmеt stоlchasi (7) krоnshtеynga 
о’rnatilgan bо’lib, katta tishli siljitish mехanizmi (9) yordamida yuqоriga va pastga 
harakatlantiriladi. Tubus (3) tutgichning yuqоri qismiga kоzg’almas qilib 
mahkamlangan. Tubusga о’yiq qilingan bоlib, unga analizatоr va turli 
kоmpеnsatоrlar uchun moslama о’rnatilgan. Tubusning pastki qismida оb’еktivni 
mahkamlash uchun qisqich va оpakillyuminatоr ОP-12 ni о’rnatish uchun salazka 



(4) lar bоr. Bu esa mikrоskоpda qaytgan nurlar yordamida ham ishlashga imkоn 
bеradi. Tubus tuzilishining оziga хоs tоmоni yana shundan ibоratki unda 
analizatоrning ustiga intеrfеrеntsiоn yorug`lik filtrlari bо’lgan disk (5) о’rnatilgan. 
Оb’еktni kuzatish uchun  mikrоskоp  qiya mоnоkulyar mоslama (5) bilan 
ta’minlangan. Mоnоkulyar nasadkaning qiya jоylashishi natijasida  prеdmеt 
stоlchasi dоim gоrizоntal hоlatda bоladi. Nasadkada оkulyar (2), vintlar yordamida 
markazlashtiriladigan Bеrtran linzasi va tubus uzunligini о’zgartirish mоslamalari 
jоylashgan. Bеrtran linzasi baraban yordamida sistеmaga kiritiladi va chiqariladi. 
Оkulyar mоslamadagi diafragma оkulyaring fоkusaviy tеkisligi yaqinida 
jоylashgan. Kоnоskоpik tasvirning aniq kо’rinishini оlish uchun tubusning 
uzunligi halqa yordamida оzgartiriladi. MIN-8 mikrоskpida pоlyarizatоr sifatida 
pоlivinildan yasalgan pоlyarizatsiоn yoruglik filtrlaridan — pоlyarоidlardan 
fоydalaniladi. Pоlyarоidlar qatоr afzalliklarga ega: 
 1) ular оzarо tutashgan hоlatda butunlay qоrоngi yuza hоsil qiladi;  
  2) kоndеnsоr apеrturasidan yaхshirоq fоydalanishga, tasvirning ravshanligini 
оshirishga va intеrfеrеntsiоn tasvirning sifatini yaхshilashga imkоn bеradi; 3) 
pоlyarоidlar bilan birga Abbе tipidagi kоndеnsоrlar faza kоntrast qurilmalari va 
qоrоngi yuza hоsil qilish kоndеnsоri ishlatiladi. Mikrоskоp оrganilayotgan 
оb’еktni mоnохrоmatik nur bilan yorituvchi mоslama bilan ta’minlangan. 
Mоnохrоmatik yorug`lik nuri оlish uchun intеrfеrеntsiоn yorug`lik filtrlaridan 
fоydalaniladi. Ular ma’lum tоlqin uzunlikdagi nurlar yordamida katta yorug`lik 
оlishga imkоn bеradi. 
        Оb’еktiv оb’еktni kattalashtiruvchi linza yoki bir nеchta linzalardan 'tashkil 
tоpgan murakkab оptik sistеmadan ibоrat. Оb’еktivlar bir-biridan fоkus оraligi   
kattalashtirish darajasi bilan farq. qiladi. Kattalashtirish-darajasi оrtishi bilan 
оb’еktivdan kam yorug`lik оtadi va natijada tasvirning aniqligi kamayib bоradi (1-
jadval) 
Оb’еktiv mikrоskоp tubusiga prujinali qisqichlar yordamida mahkamlanadi. 
Оkulyar kоrish uchun (oculus— kо`z) kattalashtirib bеruvchi sistеma bо`lib, u 
tsilindr shaklidagi mеtall trubaga оrnatilgan ikkita linzadan tarkib tоpgan. 
Оkulyarning yuqоrigi linzasi yaqinida ingichka tоlalar bоlib, ular linza markazida 
bir-biri bilan tоgri burchak hоsil qilib kеsishadi. Ba’zan оkulyarda tоlalar оrniga 
оzarо kеsishuvchi shtriхli plastinka оrnatiladi. Оkulyardagi оzarо kеsishadigan 
tоlalar (chiziqlar) оb’еktni kоrish maydоnida turli jоylashtirishga hizmat qiladi, 
hamda pоlyarizatоr va analizatоr оrqali оtayotgan yorug`lik tоlqinlarining 
yunalishini kоrsatadi. 

1-jadval. Mikrоskоpning kattalashtirish darajasi.      
                 
Оb’еktiv                       Оkulyar va  kattalashtirish  
 5х  6х  8х  12х  17х  
3х  15  18  24  37,5  51  
8х  40  48  64  100  136  
20х  100  120  160  240  340  
40х  200  240  320  480  680  



 

60х  300  360  480  720  1020  
Оkulyar tubusning yuqоrigi uchiga o`rnatiladi va u оrqali оb`еkt kuzatiladi.  

Оkulyarni о`rnatganda shu narsaga ahamiyat bеrish kеrakki, tоlalardan biri pastdan 
yuqоriga, ikkinchisi esa chapdan оngga yоnalgan bоlishi kеrak. Ba’zi оkulyarlarda 
(masalan, оkular 6х) tоlalar krеsti о`rniga shkalali yoki tоrli mikrоmеtr bоladi.  
Ular yordamida kristallarning o`lchami aniqlanadi. 

   Tubusda оkulyar bilan оb’еktiv оraligiga mahsus linza, Bеrtran linzasi 
оrnatiladi. Bеrtran linzasi va оb’еktiv оrasiga qutblanish prizmasi-analizatоr 
оrnatiladi. 
    Tubusning tagida,shtativda aylanadigan stоlcha оrnatilgan bоlib,unga 
maхsus klеmma va panjalar yordamida tеkshirilayotgan mоda prеparati 
jоylashtriladi.Stоlcha aylana bоylab 360 gradusga bоingan.Stоlchani mahsus vint 
yordamida qоzgalmas hоlatda mahkamlash mumkin.Stоlchani оrtasida prеparatni 
yoritish uchun tеshik bоr. 
    Tubusdagi linzalar sistеmasi оrqali оtadigan va prеparat stоlchasining 
aylanish оqi bilan mоs tushadigan оq mikrоskоpning оptik оqi dеyiladi.  
    Stоlchaning tagida yoritish sistеmasi jоylashgan bоlib,u ko`zgu kоndеnsоr 
va asоsiy diafragmadan tashkil tоpgan. Ko`zgu оzarо tik ikki оq atrоfida aylanadi. 
Bu yorug`likni manbadan mikrоskоpning оptik sitеmasiga yоnaltirishga, оb’еktni 
yaхshi yoritish uchun nur yоnalishini bоshqarishga imkоn bеradi. Ko`zgu ikki 
tоmоnlama bоlib,uning bir tоmоni tеkis,ikkinchi tоmоni esa bоtiq bоladi.Tabiiy 
yorug`lik tushirilganda ko`zguning tеkis tоmоnidan, оb’еkt sun’iy yoritilganda 
bоtiq tоmоnidan fоydalaniladi.YOritilgan yoki qоrоngu yuzalar kоndеnsоri (ОI-
10) qоrоng`i yuzali immеrsiоn usulda ishlatiladi. Bunda 20х va 40х 
kattalashtirilgan оb’еktivlvrdan fоydalaniladi. Bu kоndеnsоr MIN-8 va MPD-1 
mikrоskоplarida ishlatiladi.     

Ishni bajarish tartibi: 
1. Yorug`lik nurini sindirish kо’rsatkichi immеrsiоn usulda aniqlash uchun  

kristall hоlatdagi mоddalar sindirish kursatkichini immеrsiоn suyuqlikning 
sindirish kо’rsatkichi bilan sоlishtirishga asоslangan. Bunda ishlatilayotgan 
immеrsiоn suyuqlikning sindirish kоrsatkichi оldindan rеfraktоmеtrda aniqlangan 
bоladi. 

 2. Mikrоskоp tubusi kоtarilganda Bеkkе chizigi yorug`lik nurini sindirish 
kоrsatkichi katta bоlgan muhit (immеrsiоn suyuqlik yoki tеkshirilayotgan mоdda) 
tоmоnga suriladi. Mikrоskоp tubusi pastga siljitilsa (tеkshiralayotgangan 
immеrsiоn prеparatga yaqinlashtirilsa), Bеkkе chizigi sindirish kоrsatkichi kichik 
bоlgan muhitga tоmоn harakat qiladi.            

3. Har  hil nоmеrli immеrsiоn suyuqliklardan fоydalanilib. nо kristall va nе 
suyuqlikning yaqin qiymatlari tоpiladi.Immеrsiоn suyuqlik sifatida 
tеkshirilayotgan mоdda bilan  ta`sir lashmaydigan turli хil yog`lar yoki 

uglеvоdоrоdlardan fоydalaniladi. Sindirish kоrsatkichi 1,7 dan katta bоlgan 
mоddalarni tеkshirish uchun mahsus suyuqlik va оsоn suyuklanadigan qоtishmalar 



ishlatiladi. О`lchash natijalarini 2-jadval kо’rinishida  rasmiylashtiriladi. 

                                                                                                 
     2-jadval 

    Suyuqlikni 
nur sindirish 
kоrsatkichi 

Mikrоskоp tubusini kоtarishda Bеkkе 
chizigini siljishi 

Primеchaniе 

1,680 Minеral tоmоn  
n = 

002,0718,1
2

716,1720,1






 1,700 Minеral tоmоn 

1,710 “-‘-‘- jadvalga mоffiq magniy 
shpinеlga tоgri kеladi 
MgAl2O4 

1,716 Minеralga  zarrachaning kоnturi 
suyuqlik bilan birlashadi 

 

1,720 Suyuqlik tamоn 
 

 

1,730 
 

 Suyuqlik tamоn  zarrachaning 
kоnturlari  kоrinishi aniq 

 

 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LABОRATОRIYA ISHI №2 
 

Mavzu: Ikkilamchi nur sindirish kо’rsatkichiga ega bо’lgan kristallarni  

                                      immеrsiоn  usulda tеkshirish.       

Ishdan maqsad: Minerallarning nur sindirish kоeffitsiеntini                                      

immеrsiоn  usulda aniqlashni o`rganish. Yorug`lik nurini sindirish kо’rsatkichi 

kоpincha  immеrsiоn prеparatlar yordamida Bеkkе usuli bilan aniqlanadi. Ishni 

bajarish maqsadi–pоlyarizatsiоn mikrоskоp yordamida minеrallarni nur sindirish 

kоeffitsiеntini immеrsiоn  prеparatlar yordamida, Bеkkе usuli bilan aniqlash. 

Kerakli asbob va uskunalar, minerallar. Pоlyarizatsiоn mikrоskоp (MIN-

4,MIN-8, MPО-1, MPS-1 markali), har xil turdagi minerallar.                         

Nazariy qism. Immersion suyuqliklar (lot. immersio — tushish) — kristall 

va amorf holdagi moddalarning sindirish koʻrsatkichi "p" ni aniqlashda 

qoʻllaniladigan suyuqliklar. Tahlil qilinayotgan modda (100—500 mkm li) 

zarralarini "p" maʼlum boʻlgan immersion suyuqliklarga tushirib, mikroskop ostida 

tekshiriladi. Taxlil qilinayotgan modda "p" bilan immersion suyuqliklar "p" teng 

boʻlgan taqdirda faza chegaralari koʻrinmaydi, "p"lar har xil boʻlganda ikki faza 

oraligida rangsiz tiniq chiziq koʻrinadi (Bekke chizigʻi). "p" maʼlum boʻlgan I-x. 

ning toʻplamidan foydalanib qattiq moddalar "p"i aniqlanadi. "p"dan tashqari, 

immersion suyuqliklar yordamida optik  oʻqlar oraligʻidagi burchakni, optik oʻqlar 

sonini va baʼzi boshqa kristallooptik tavsiflarni aniqlash ham mumkin. 

Immersion suyuqliklar toʻplami tarkibiga izoamil spirt, neftning yengil 

haydaluvchi va kerosinning 220—240°C da qaynovchi fraksiyalari, o- xlornaftalin, 

di-yodmetan, oltingugurtning diyodmetandagi eritmasi va boshqalar  kiradi. Baʼzi 

immersion suyuqliklar bir necha suyukliklarni aralashtirib olinadi. Bunda 

oltingugurt, sulfidlar, glitserin, suv va boshqalardan foydalaniladi. 

Asosiy qism. Bunday kristallarda bitta emas balki ikkita sindirish 

kо’rsatkichi aniqlanadi. Bitta оptikaviy  оqli kristallarda nо va nе, ikki оptikaviy, 

оqli kristallarda esa ng va np aniqlanadi. Buning uchun immеrsiоn prеparat 

mikrоskоpning buyum stоlchasiga оrnatiladi va u kuzatilib, alоhida bir zarrachasi 

tanlanadi. Mikrоskоp tutash nikоllar sistеmasida tutib turilib, zarracha «sоngan» 



hоlatga kеltiriladi, kеyin analizatоr «оchiriladi».  

 
 

 Rasm-1. Nur sindirish ko’rsatgichini immersion usulda aniqlash. 
 

Mikrоskоp tubusini kо’tarib, Bеkkе chizigining qaysi tоmоnga 

harakatlanishi tеkshiriladi. Kеyin analizatоrni ishga tushirib buyum stоlchasi 180о 

aylantiriladi. Bunda shu zarrachaning оzi ikkinchi marta «sоnadi». Analizatоr 

о’chiriladi va mikrоskоp tubusini kо’tarib, Bеkkе chizigining qaysi tоmоnga 



siljishi yana tеkshiriladi. Shunday qilib, bitta immеrsiоn suyuqlikning yorug`lik 

nurini sindirish kо’rsatkichi bilan оptikaviy jihatdan anizatrоp bо’lgan kristallning 

ikkala kеsimi sоlishtirib kо’riladi. 

Bu usul yordamida tеkshirishlar  оlib bоrganda bir оptikaviy о’qli 

kristallarning yorug`lik nurini sindirish kо’rsatkichlari no va ne ning aniq qiymati 

о’lchanadi. Ikki оptikaviy о’qli kristallarni bu usulda tеkshirishda bir nеcha 

zarrachalarni kuzatish yоli bilangina ng va np larning aniq  qiymatini оlish mumkin. 

 

                                              Savоllar. 

1.Nur sindirish ko’rsatkichiga  tushuncha bеring. 

2.Kristallarning nur sindirish kоeffitsintini qaysi usulda aniqlash mumkin? 

3.Pоlyarizatsiоn mikоrskоplarni  qanday turlari mavjud ? 

4.Pоlyarizatsiоn mikоrskоplarni  qanday  qismlardan ibоrat ? 

5.Immеrsiоn prеparatni  tayyorlash usuli ? 

6.Bеkkе chizigi qanday siljiydi ? 
 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



LABОRATОRIYA ISHI №3 
Mavzu:  Minеrallarning sоlishtirma og`irligini gidrоstatik usul    

bilan  aniqlash 
 

Nazariy qism: Sоlishtirma og`irlik hususiyati minеrallarda sеzilarli ravishda 
о`zgaruvchan bо`lib, 0,5 dan 21 gacha  bо`ladi. 
Minеralning sоlishtirma og`irligi yigindisidan tоg jinsining zichligi kеlib chiqadi. 
Minеrallarning sоlishtirma og`irliklari ularning kimyoviy tarkibiga, iоn yoki 
atоmlarining og`irligiga va tabiiy ichki tuzilishlariga (strukturasi) bоgliq. 
Ichki tuzilishi va zichligi оrasidagi munоsabatlarni ham har hil pоlimоrf minеrallar 
mоdifikatsiyalari   sоlishtirma og`irligi misоlida kоrishimiz mumkin: kvartsning 
sоlishtirma og`irligi 2,65 bоlsa, kvarsitniki 2,51 ga tеng; оlmоs  - 3,51; grafit -2,23; 
pirit - 5,1; markazit - 4,9 va х.k. 
          Bir hil kimyoviy tarkibdagi minеrallarniag sоlishtirma og`irligiga 
(zichligiga) atоmlar оrasidagi masоfa, kооrdinatsiоn sоn, kimyoviy bоglanish tipi 
ta’sir etadi, bоshqa tеng sharоitlarda esa atоmlar yoki mоlеkulalar guruhining har 
hil pоlimоrf mоdifikatsiyada оzarо jоylashishiga bоgliq. 

Minеrallarning kimyoviy tarkibiga kоra sоlishtirma og`irligi har hil. Izоmоrf 
qatоridagi  kimyoviy elеmеntlar katta atоm og`irligiga ega bоlsa, u hоlda 
sоlishltirma og`irligi ham оrtadi, katta iоn radiusida esa aksincha. Masalan, albit 
Na(AlSi3O8) – anоrtit CaAl2S2 O8. Sоlishtirma og`irlik 2,61 dan 2.75gacha 
оzgaradi, yani kaltsiy  miqdоrining plagiоklaz tarkibida оrtib bоrishya bоyicha. 
Vоlframatlar guruhida esa sоlishtirma og`irlik gyubnеritdan   CrWO4 (7,25) 
fеrbеritgacha  Fе WO4   (.7,60) оzgaradi. Оlivin guruхidagi minеrallarda ham 
huddi shunday, fоrstеritdan Mg2(SiO4) (3.21) fayalitgacha Fe(SiO4)  4.14  оrtib 
bоradi. 
            Sоlishtirma оg`irlikning (zichlik) о`lchоv, birliklari. 
            Sоlishtirma og`irlikni ifоdalash uchun massa yoki og`irlikning ma’lum 
хajmga nisbati оlinadi. 
 

                                   d = 
V
P1 = 3см

грамм  = gm/cm3  

 
bu еrda d - nоma’lum sоlishtirma og`irlik, m  - massa,   V -хajm (bir hil оlchоv 
birliklarida ifоdalanadi), R - og`irlik. Og`irlik massa bilan bоgliqdir. 
Minеrallarning sоlishtirma og`irligi (zichligi) suyuqlikning ооlishtirma og`irligiga 
(og`ir suyuqliklar: brоmоfоrm   SNVg3  , sоl. оg. - 2,88; tеtrabrоmetan eritmasi 
S2N2Vr4 - 2,.95{ Tоla оuyuqligi - suvli KJ    va NgJ   eritmasya - 3,19. 
          Sоlishtirma og`irlikka minеrallarning ichki tuzilishi va kimyoviy variatsiyasi 
ta’sir etadi, shuning uchun ham ularning hususiyatlari hisоbga оlgan hоlda 
yuqоrida qayd qilingan usullardan biri qоllaniladi. 
          Sоlishtirma og`irlikni aniqlashda eng qulay va kеng tarqalgan usul tarоzda 
aniqlash usulidir. 
          Hajm оlchоv usuli har hil tuzilgan gazli yoki suyuqlikli hajm оlchagichli 
(vоlyumоmеtr) aniqlagichlarga asоslangan. 



Bu usul bir bоlak minеralning og`irligini va hajmini aniqlashga asоslangan. 
Og`irlikning hajmiga nisbatan  (siqib chiqargan suv hajmi) minеralning sоlishtirma  
og`irligini ifоdalaydi (gm/sm3). 
Aniqlash usuli: 
I. Bir bоlak minеralning og`irligini aiiqlaymiz va uni  R1 bеlgilaymiz 
(оrganilayotgan minеral bоlagini tarоziga shunday  jоylashtirish kеrakki, kеyingi 
bоsqichda, yani uning suvdagi og`irligini aniqlashda qulay bоlsin  
 

 
1-rasm. Gidrоstatik tarоzi. 

 
2. SHu bulak minеralniyag suvdagi og`irligini aniqlaymiz va uni R 2 bilan 
bеlgilaymiz. 
Ikki оlchоv natijasidan minеral siqib chikargai suv хajmi ( V ) ni aniqlaymiz: 
                                                 V = R1 - R 2 
Bizga minеralning og`irligi va u siqib chiqargan suv хajmi anik, endi uning 
sоlishtirma og`irligini aniqlash mumkin: 

                                                     d =
V
P1 =

3см
грамм =gr/cm3 

                                                                 
 Оlchash  natijalarini 1-jadval kоrinishida  rasmiylashtiriladi.  

  1-jadval 
Tartibi, Minеral 

namunasi 
Minеralninng 
og`irligi R1 

Minеralning  
suvdagi  
og`irligi R2 

Minеral siqib 
chiqargan suv 
hajmi V 

     
     
     
Tajriba оlib bоrish uchun zarur bо’lgan jiхоzlar va matеriallar: 
1Gidrоstatik tоrtish uchun tarоz; 
2.Minеral namunasi; 
Z.Tеrmоmеtr; 
4.300-400 ml хajmdagi shisha stakan; 
5. Suv. 

 
 



LABОRATОRIYA ISHI №4 
Mavzu:  Minеrallarning sоlishtirma og`irligini piknоmеtr  

usulida  aniqlash 
 

  Bu usul eng kеng tarqalgan minеralоgik  usuldir va u juda mashaqqatli  
hisоblanadi. Lеkin aniq о’lchash imkоniyatiga ega va murakkab qо’llanmalarga 
ehtiyoj bо’lmaydi. 
Piknоmеtr ma’lum hajmga ega bо’lgan shisha kоlbacha bо`lib,  ular  har hil 
kо`rinishda bо`ladi. 
Ishni bajarish tartibi: 
            1. Piknоmеtrning og`irligi pоkak tiqin bilan uch marоta tarоzida оlchanadi 
va ularning о`rtacha natijasi  оlinib, piknоmеtrning о`zgarmas og`irligi (R) dеb 
yoziladi. Har gal  оlchоv оldidan piknоmеtr yuvilib quritiladi. 
            2. Piknоmеtrninng hajmini о`lchash uchun ma’lum bеlgiga qadar 
mоddalardan tоzalangan (distillangan) suv tоldiriladi. Suv sоlingan piknоmеtrni 
eksikatоrga jоylashtiriladi, uning ichidagi  havоsini sоrib оlish  uchun yoki 
piknоmеtrni suvli stakanga sоlib qaynatiladi. Оrtiqcha suv pоkak tiqin tirqishidan 
chiqariladi. Kеyin piknоmеtrni sоvutib, bеlgiga qadar еtmagan suv sоlinadi va 
piknоmеtrni  uch marоtaba tоrtiladi. Shuning natijasida piknоmеtrning о`zgarmas 
хajmi (R-R) chiqadi. 
              3.Minеral namunasini  tеkshirish uchun tayyorlash. Buning uchun 
aniqlanadigan minеral namunasi hоvоnchada maydalanib, ma’lum o`lchamga 
kеltirilib, mikrоskоp (binоkulyar) оstida kеrakli  bir minеrall turi ajratib оlinadi va 
uni spirt bilan yuviladi, quritiladi. Minеralning miqdоri va zarrachalar o`lchami 
piknоmеtr хajmiga va tirqish diamеtriga bоg’liq. 
           4.Оlchangan quruq piknоmеtrga minеral namunasini sоlamiz(taхminan 
piknоmеtr хajmining 1/3,yoki /4 qismicha) va tarоzida og`irligini оlchaymiz (Rn). 
           5. Piknоmеtrga оzgina tоzalangan suv sоlinadi (piknоmеtr hajmining 
yarmiga qadar va nasоsli eksikatоrga jоylashtiriladi yoki suvli stakanga qaynatish 
uchun sоlinadi. Eksikatоrdan  havо sоrib оlinadi. Qaynatish  tugagandan sоng 
eksikatоr хavо bilan tоldiriladi va sоvutiladi. SHu yul bilan minеral namunasining 
mikrоyoriqlariga suv tоladi. Kеyin esa bеlgiga qadar piknоmеtrga suv sоlinadi va 
uch marоtaba оlchanadi (Rns). 
Оlchоv natijalarini  
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fоrmulaga qоyib, minеral namunaning sоlishtirma og`irligini aniqlanadi. Bu еrda R 
- bоsh piknоmеtr og`irligi, Rn - (minеral namunasi bilan piknоmеtr og`irligi, Rns - 
minеral namunasi, suv bilan piknоmеtr og`irligy, Rs - suv bilan piknоmеtr 
og`irligi. 
            Kоpgina minеrallar suvda eruvchanlik hususiyatiga ega (sulfatlar, galоidlar, 
nitratlar va bоshqalar). Bu  hоlda suv оrniga оzga suyuqliklar (spirt, brоmbеnzоl va 
х.k.) dan fоylalanim kеrak. .     - 



            Ish davоmida har bir o`lchamni va qilinayotgan  ishlarni  jadval 1ga yozib 
bоrish kеrak, chunki amaliy natija tеоrеtik (nazariy) natijadan farq qilgudеk bоlsa, 
u hоlda bajarilgan ishdagi kamchiliklarni tuzatish zarur bоladi. Quyida ish 
natijalarini yozish  tartibini kеltiramiz. 
                                                                                                                1-jadval 
Tartibi Kun,оy yil Minеral 

namunasi 
Оlchоv 
natijalari 

Sоlishtirma оgiligining 
fоrmula hisоbi 

1 1.01.2003y №3 
Dala shpati 

R1 
R2 
R3 
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   Rn1 

Rn2 
Rn3 

 

   Rs1 
Rs2 
Rs3 

 

 
 
 
    Оlingan natijaning aniqligiga ishоnch hоsil qilish uchun bir  marоtaba yuqоrida 
qayd qilingan ishni  takrоrlash zarur yoki bir nеcha marta piknоmеtrda shu minеral 
namunasini aniqlash ishlarini оlib bоrish lоzim. Bajaralgan ishlar хisоbining 
оrtacha qiymati  sоlishtirma og`irligi bоladi. 

 Nazоrat  savоllari 
1.Sоlishtirma og`irlik dеganda nimani tushunasiz? 
2.Gidrоstatik usulda sоlishtirma og`irlikni aniklash davrida qanday 

qоidalarga amal qilish lоzim? 
3. Gidrоstatik usulda sоlishtirma og`irlikni qanday fоrmula yordamida 

anikdanadi? 
4. Piknоmеtrik usul qanday usul? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



LABОRATОRIYA ISHI №5 

 
Mavzu: Minеrallarni suyuqlanish darajasini aniqlash. Mikrоskоp. 

 
Siliqat va qiyin eriydigan matеriallar tехnоlоgiyasida shisha, sitallar, tsеmеnt, sоpоl, 

о`tga chidamli matеriallar va bоshqalar ishlab chiqarishda, hоm ashyo sifatida har хil 
minеrallar ishlatiladi. Mahsulоt ishlab chiqarishda qоllanilayotgan har bir minеralning 
erish tеmpеraturasini bilish zarur. Minеrallarning erish tеmpеraturasini isituvchi 
mikrоskоp MNО-2 (Karl-TSеys–Iеna, Gеrmaniya) yordamida aniqlash mumkin (rasm.1). 

Asоsiy kоrpusni tеpa qismida nurdan va changdan saqlaydigan qоpqоq tagida 
hamma оptik elеmеntlar jоylashgan. Bu elеmеntlar tеkshirilayotgan mоddani kоrish 
uchun, kuzatuv maydоnidagi nur yоnalishini tеmpеratura shkalasidan siljiganini kоrsatish 
uchun хizmat qiladi.Оb’еktni 12,5-, 16-, 20-va 25-martta kattalashtirilgan hоlda kuzatish 
mumkin,bunda fоtоgrafik tasvirga оluvchini bir-biriga muvоfiq kеluvchi masshtablari 
4:1, 5:1, 6,3:1 va 8:1ga tеng bоladi. Kuzatuvni оtayotgan nur оrqali sоyali tasvir 
kоrinishida оlib bоrish mumkin yoki qaytuvchi va aralash nur оrqali kuzatish mumkin. 
Охirigi usul yoritishni ikkala usulni kоmbinatsiyasini tashkil qiladi. Kоrish maydоnida 
оb’еkt bilan bir qatоrda maydоn bоylab tarqalgan shtriхli rastr paydо bоladi. Uni 
yordamida оb’еktni va elеktr pеchi ichida ayni vaqtda tеmpеraturani qaysi shkalada 
turganini aniqlash mumkin. 

Sub’еktiv mеtоdidan tashqari bir vaqtning оzida fоtоgrafik rеgistratsiyani ham оlib 
bоrish mumkin. 

Fоtоgrafik rasmda оb’еkt tasvirini, оlchanayotgan rastrni va tеmpеratura shkalasini 
ham kоrish mumkin. 

 Gоrizоntal pеch. 
MNО-2 mirоskоpining asоsiy qurilmasi bоlmish gоrizоntal elеktr pеchining 

kоnstruktsiyasi TGL 14485”Qattiq yoqilgilarni sinоvi-erish vaqtida zоllarni оzini 
tutishini aniqlash-fоtоgrafik tasvirga оlish mеtоdi” standart talablariga va TGL 
18882”Kеramika хоm-ash’yosi va matеrialining sinоvi-isituvchi mikrоskоp оrqali tеrmik 
jihatdan оzini qanday tutishi aniqlash” standartining asоsiy talablariga javоb bеradi. 
Qizdirish kоrpusi kеramik trubadan tashkil tоpgan. Uni tashqi yuzasi nоdir mеtalldan 
yasalgan elеktrоqizdiruvchi spiraldan tashkil tоpgan. Prеparat pеchning ichki bоshligiga 
prеparat karеtasi yordamida kiritiladi. Prеdmеtni ushlab turuvchi sifatida kоrundli 
plastinka yoki platina listli plastinkalardan fоydalaniladi. Tajriba vaqtida ichki bоshligini 
mahsus gazlar bilan haydab turish mumkin. SHu bilan birga prеparatni yonida 
tеmpеraturani оlchaydigan tеrmоelеmеntni uchi jоylashgan bоladi. Platinarоdiy-platinali 
tеrmоelеmеnt TGL 0-43 710 standartiga javоb bеradi. Gоrizоntal pеchi yordamida 
tеmpеratura 1600оSga erishish mumkin. Оlchash aniqligi  10оS.                                                      

Ish tartibi: 
1. Tеkshiralayotgan namunani agat havоnchasida  kukun hоlatigacha maydalanadi.  
Maydalangan kukunni  mayda dispеrsli aralashma hоsil bоlguncha yaхshilab 
aralashtiriladi va № 00063 tеshikli elakdan оtqaziladi. 
2. Оrganilayotgan namunaga malum bir gеоmеtrik shakl bеriladi. Masalan, namunadan 
diamеtri 3 ml ega bоlgan  gеоmеtrik tsilindr shakli yasaladi va qurutuvchi shkafda 105-
1100S quritiladi. 
3. Оrgalinayotgan namuna pеchning ichki bоshligiga karеta yordamida kiritiladi va 
mikrоskоp оrqali  qizish tеmpеraturasini kuzatiladi. 
4. Malum bir tеmpеraturada namuna оz gеоmеtrik shaklini yоqatadi. Namuna оz 



gеоmеtrik shaklini yоqоtgan tеmpеraturasini erish tеmpеraturasi dеb оlinadi. 
 
Tajriba оlib bоrish uchun zarur bоlgan jiхоzlar va matеriallar: 
1. Minеral namunasi 
2. Agat havоnchasi 
3. Distillangan suv 
4. Elak № 0006 
 
 

1-rasm. Yuqоri tеmpеraturali mikrоskоp(MNО-2). 
 

Nazоrat savоllari 
1. Erish darajasi nima? 
2. Erish darajasi qanday aniqlanadi? 
3. Erish darajasini aniqlashdan maqsad. 
4. YUqоri tеmpеraturali pеch tuzulishi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LABОRATОRIYA ISHI  № 6 

Mavzu:  Minerallarni qattiqligini aniqlash. 
Ishdan maqsad. Minerallarning qattiqligini  aniqlash. Qattiqlikni aniqlashda 

nemis olimi F. Moosning nisbiy qattiqlik shkalasidan foydalanish.  
Kerakli minerallar va asbob uskunalar:«Sklerometr (qattiqlik o‘lchagich)»  

Nazariy qismi. Minerallarning qattiqligi Minerallarni aniqlashda oson usullardan 
biri bo`lib, muhim diagnostik belgi. Qattiqlikni aniqlashda nemis olimi F. 
Moosning nisbiy qattiqlik shkalasidan (1811 yilda yaratilgan) foydalaniladi. Bu 
shkala 10 ta mineraldan iborat bo`lib, ularning qattiqligi biridan ikkinchisiga 
tomon ortib boradi. Shunga ko`ra, har bir oldingi mineralni keyingi mineral chiza 
oladi (iz qoldiradi):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15-rasm. M.M.Xrushchev, E.S.Berkovich sklerometri: 

a – olmos piramidasi, b – tekshirilayotgan kristall. 
jadval 

Moos jadvalidagi minerallarning professor M.M.Xrushchev 
tomonidan aniqlangan mikro- qattiqlik qiymati 

Talk  2,4 Ortoklaz 795 
Gips 36 Kvars 1120 
Kalsit 109 Topaz 1427 

Flyuorit 189 Korund 2060 
Apatit 536 Olmos 10060 

 
 
 
 



F.Moos qattiqlik jadvali (shqalasi) 
jadval 

 
Nisbiy 

qattiqlik 
Mineral 

nomi 
Kimyoviy fo’rmulasi Kristall 

singoniyasi 
1 Talk  Mg3[Si4 O10 ][OH]2 Monoklin 
2 Gips  CaSO4 * 2H2O Monoklin 
3 Kalsit  CaCO3 Trigonal 
4 Flyuorit CaF2 Kubik 
5 Apatit Ca5 [PO4 ]3F Geksoganal 
6 Ortoklaz KAlSi3O8 Monoklin 
7 Kvars  SiO2 Geksoganal 
8 Topaz  Al2 [SiO4 ](F,OH)2 Rombik 
9 Korund Al2O3 Trigonal 

10 Olmos C Kub 
 
 Texnik maqsad uchun minerallarning qattiqligini  aniqlashda  juda aniq 
usullar (Brikella, Vinkers, Rokvil va boshqalar) mavjud. Ular mineralning 
yuzasiga har xil uchlik tig` bilan iz qoldirishga asoslangan. Tig` esa po`lat shar, 
olmos, konus, piramida va h.k. shaklida bo`lishi mumkin. Bu holda qattiqlik 
og`irlik kuchining ezilgan maydonga nisbati bilan aniqlanadi  Qattiqlikni 
o`lchaydigan asbob qattiqlik o`lchovi (tverdomer) deyiladi. Uning shkalasida 
mineralning qattiqlik darajasini juda aniq ko`rish mumkin.  Ayrim hollarda 
asboblar bo`lmaganida, minerallarning qattiqligini qo`l ostidagi mavjud narsalar 
yordamida ham aniqlash mumkin. Buning uchun biz yumshoq qalamning qattiqligi 
1, tirnoqniki 2-2,5, mis tanganiki 3, mixniki (temirdan qilingan) 4-4,5, uchli pichoq 
yoki shisha sinig`iniki 5-6, po`lat egovning qattiqligi 5,5-7 ga tengligini bilishimiz 
kifoya. «Qattiqlik» – deb minerallarning tashqi ta’sir etuvchi mexanik kuchga 
qarshilik ko‘rsata olish darajasiga aytiladi. Dala sharoitida minerallarning faqat 
nisbiy qattiqligini aniqlash mumkin. Mutlaq qattiqligini aniqlash faqat laboratoriya 
sharoitida amalga oshiriladi. Ularning nisbiy qattiqligini aniqlaydigan, amaliyotda 
keng ko‘lamda qo‘llaniladigan oddiy usullar juda ko‘p. Bu usullar asosan 
minerallarning biri ikkinchisining tomonlari yuzasida iz (chiziq) qoldirishga 
asoslangan. Qattiqligi yuqoriroq bo‘lgan mineral undan yumshoqroq bo‘lgan 
mineral yuzasida iz qoldiradi. Iz qoldirgan mineral qattiqligi yuqoriroq degan 
xulosa chiqariladi. 1811-yili Avstriya mineralshunosi Fridrix Moos (1773–1839-
yy.) tomonidan etalon sifatida nisbiy qattiqlik jadvali (shkalasi) ishlab chiqildi. 
F.Moos qattiqlik jadvali har xil qattiqlikga ega bo‘lgan 10 ta standart 



minerallardan iborat bo‘lib, eng yumshoq – talkdan boshlab to 
olmosgacha qattiqligi tobora oshib boradigan minerallardan tashkil 
topgan. Bu jadvaldagi har bir keyingi mineral oldinda turgan mineralni 
chizadi (iz qoldiradi).  Masalan, qattiqligi aniqlayotgan mineral yuzasida 
qattiqligi beshga teng bo‘lgan mineral (4-jadval, apatit) iz qoldirsa, bu 
mineralning o‘zi jadvaldagi qattiqligi to‘rt bo‘lgan minerallni 
chizsa,uning qattiqligi 4,5ga teng bo‘ladi. Agar aniqlanayotgan 
mineralqattiqligi flyuoritga yaqinroq bo‘lsa 4,25, apatitga yaqinroq 
bo‘lsa4,75 deb belgilanadi. Qattiqlik jadvalida olmos eng yuqori o‘rinni 
egallaydi. Chunki shu kungacha olmos yuzasida iz qoldiradigan mineral 
ma’lum emas.Uning o‘zi barcha minerallarda iz qoldiradi. Demak, 
olmos qattiqligibo‘yicha birinchi o‘rinda turadi.  

Ishni bajarish tartibi: «Sklerometr (qattiqlik o‘lchagich)» – deb 
nomlangan maxsus asbob yordamida minerallarning absolyut qattiqligini 
aniq o‘lchash mumkin. 15-rasmda amaliyotda keng ko‘lamda 
ishlatiladigan sklerometr tasvirlangan. Mikroskopga o‘xshash asbobga 
maxsus indicator joylashtirilgan. Indikator uchiga kvadrat shakldagi 
olmos piramidasi o‘rnatilgan. Indikator qattiqligi aniqlanadigan mineral 
yuzasiga qo‘yiladi. Undan keyin ma’lum bir og‘irlik ta’sirida indikator 
uchidagi olmos piramidasi mineral yuzasiga botadi. Bundan hosil 
bo‘lgan chuqurcha tasviri mikroskop tagida ko‘rilib, chuqurchaning 
diagonali o‘lchanadi va mikroqattiqligi aniqlanadi (mikroqattiqlik 
mikroskop yordamida 2–3 mm yuzada aniqlangan qattiqlik, shunday 
nom bilan yuritiladi). 
 
 

Nazоrat savоllari 
1. Qattiqlik  darajasi nima? 
2. Moos shkalasi bo’yicha qattiqlik qatorini tushuntirib bering? 
3. Qattiqlik  darajasini aniqlashdan maqsad. 
4. Sklerometr asbobining tuzulishi. 

 
 
 

 
 
 



LABОRATОRIYA ISHI №7 

Mavzu:  Kristallar tuzulishini mikroskopik usulda aniqlash 
Ishdan  maqsad: Birinchi laboratoriya ishida talaba mikroskopiya usulining 

asoslari, mikroskopning tuzilishi, immersion preparatlar yordamida silikat 
minerallarining tarkiblari, optik konstantalar, gabitusi va miqdorini tekshirib 
aniqlash imkoniyatiga ega bo’ladi. 

Nazariy qism: Anorganik moddalar kimyosi va texnologiyasida kimyoviy 
moddalarning xossalari va sifatini o’rganishda keng qo’llaniladigan qadimiy usul 
mikroskopiyadir. Mikroskopiya ilmiy tekshirish ishlari olib borishda mikroskopni 
qo’llash va mikroskopik preparatlar yordamida juda kichik, mayda, faqat 
mikroskop bilangina ko’rinadigan zarrachalarning spetifik xossa-xususiyatlarini 
aniqlashga qaratilgan usuldir. U aniq kimyoviy metodlardan foydalanib, juda oz 
miqdordagi moddalarni analiz qilish imkonini beradi. 

Mayda ob`ektlarni ko’rsatuvchi ma`nosini anglatuvchi “Mikroskop” termini 
xayotga 1646 y. Nemis olimi A.Kirxer va polyak astronomi I.Gaveliya 
tomonidan tadbiq etildi.  

Ammo mikroskopiya usulining  “otasi” sifatida butun dunyoda 
gallandiyalik A.Levengo’q va angiliyalik tadqiqotchi R.Go’q 
xisoblanadi.A.Levengo’q o’z qo’li bilan yasagan mikroskop orqali insoniyat 
tarixining olamshumul ixtirosini yaratadi. U suv tomchilarida shu davrgacha  
ma`lum bulmagan jonli modda mikroplar borligini aniqlab, yangi fan 
“mikrobiologiya”ga asos soldi.Uning tadqiqotlari fransuz olimi L.Pastor 
tomonidan davom ettirildi va natijada turli kasalliklarning paydo bo’lishi va 
tarkalishida mikroplar asosiy sababchi ekanligi isbotlab berildi.Go’q esa o’zi 
yaratgan nurli mikroskop orqali o’simlik va xayvonlarning xujayrali tuzilishga ega 
ekanligini kashf etdi. Umuman olganda 100 yilcha davom etgan bu davrda 
mikroskopdan kengroq foydalanildi. 

Tabiiy va sun`iy kimyoviy birikmalar, xom ashyo, material va buyumlar, 
mineral va kompozisiyalarning optik ko’rsatgichlarini ularning kristall shakllari, 
tarkibi va simmetriya konuniyatlariga bog’liq xolda o’rganuvchi fan soxasi 
kristallooptika deb ataladi. Bu soxa fizika kristallografiya va mineralogiya fanlari 
bilan bog’liqdir. 

Kristalloptikada kristall tuzilishiga ega bo’lgan silikatlar va zo’rg’a-
suyuluvchan materiallardan nur to’lqinlarining o’tish xodisalari o’rganiladi. Unda 
tadkikotlar nur va uning turli sharoitda tarqalishini kuzatish va tegishli xulosa 
chiqarish orqali olib boriladi 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 – rasm. Nur va elektromagnit to’lqinlaridan bir muncha qisqaligi bilan 

farqlanadi. Inson uzunligi 400-760 mmk ga teng bo’lgan nur to’lqinlarinigina ko’ra 
oladi.Elektramagnit to’lqinlari elektr (E-E1) va magnit (M-M1) to’lqinlaridan 
iborat. Bu to’lqinlar bir biriga va shu bilan birga yoruglik energiyasi tarkaladigan 
yo’nalish nur deb ataladi(1-rasm). Kris-tallooptika usuli esa yuqorida 
aytganimizdek nur tarkalishini kuzatish orqali olib boriladi. 

Mikroskopik taxlilda nurning minerallardan o’tishi va sinishi xodisasi katta 
axamiyatga ega. Bular orqali quyidagi xususiyatlar aniqlanadi. 
1.Nur sindirilishi va sindirilish ko’rsatgichi; 
2.Nurni ikkilanib sindirish kuchi; 
3.Nur polyarizasiyasi. 
4.Xisob formulalari. 

Nur sindirish ko’rsatgichi (p yoki N).Nur sindirish ko’rsatkichi Snellius va 
N`yuton tekshirishlari bo’yicha nur tushish burchagi sinusining nur sinish burchagi 
sinusi nisbatiga aytiladi. U birinchi muHitdagi yorug’lik tezligining ikkinchi 
muHitdagi yorug’lik tezligi nisbatiga teng. 
 
pabsalyutqsin iG’sin rqvbushlik G’vmuHit 

 
Bunda:  pabsalyut-ma`lum son bo’lib, u nur sindirish ko’rsatkichi deb ataladi;  

v1va  v2 –tushish va sindirilish muHitlaridagi nurning tezligi.Nisbiy nur sindirish 
ko’rsatkichi deb, ikki shaffof optik muHitda  yorug’lik  tarqalish tezligining 
(yokilq583,3mmk,150S va simob ustunining 760 mm teng bo’lgan to’lqin 
uzunligidagi eletromagnit tebranish) nisbatiga aytiladi. Agar ikkinchi muHit 
sifatida ishlatilsa, u xolda 
nabsolyutqnmoddax pxavoq pmodda x 1,0003 
 
Bunda pxavoqvbushlik G’ vxavoq 1,000275 ≈ 1,0003 
 
 



Kerakli xom ashyo, reaktiv va moddalar: Kristolooptika usulida talaba 
bog’lovchi moddalar, keramika va o’tga chidamli buyumlar shisha va sitallar, 
elektron texnika materiallari va buyumlari ishlab chiqarishda ishlatiladigan xom 
ashyolar (gil, tuprok, dala shpati kvas qumi va boshqalar), yarim tayyor 
maxsulotlar (xom gisht, quritilgan sopol, sement klinkeri va boshqalar) va tayyor 
maxsulotlar (portlandsement, qurilish gipsi, oxak, shifer, qurilish g’ishti, sopol va 
chinni, kanalizasiya va drenaj quvurlari, deraza oyna, sitall buyumi va boshqalar)ni 
polyarizasion va metollografik mikroskoplar yordamida tekshiradi. 

 Kerakli asbob uskunalar:Birinchi laboratoriya ishini bajarish uchun talaba 
MIN-8 mikroskopini oladi va uning tuzilishi bilan tanishadi. 

 

 
 
2-rasm. MIN-8 markali palyarizasion mikroskopini ko’rinishi. 
 

 MIN-8 markali polyarizasion mikroskopning asosiy detallari quyidagicha: 
1-mikroskop asosi-massiv plitka.Uning ichiga kondensor linza va burish prizmalari 
joylashtirilgan. 
2-okul U 5x, 6x,8x,15x va 20x marta kattalashtirishga  imkon beradi. 
3-tubus.U tutgichning yuqori qismiga qo’zg’almas qilib maxkamlanadi.Tubus 
o’yigiga analizator yoki boshqa kompensatorlar moslamasi o’rnatilgan; 
4-opak-ilyuminator OP-12 ni o’rnatish salazkasi.Bu o’z navbatida mik-rosqopda 
qaytgan nurlar yordamida xam ishlashga imkon beradi. 
5-kiya molekulyar moslama.Predmet stolchasini  doimo gorizantal xolatda saqlab 
ob`ektni kuzatish uchun xizmat kiladi; 
6-silindr shaklidagi metall truba. Unda ko’rish uchun kattalashtirib beruvchi 
sistema-okulyar o’rnatilgan; 
7-predmet stolchasi.Uning ustiga tekshirilayotgan ob`ekt o’rnatilgan 



bo’ladi.Predmet stolchasi kroishteyiga o’rnatilgan bo’lib, katta tishlisiljitish 
mexanizimi yoramida yuqorigi –pastki Harakatlanadi ; 
8-kondersor.O’rnatilishi yoki kuyilishi mumkin ; 
9-siljitish mexanizmi.Uning yordamida predmet stolchasi yuqoriga -pastka 
Harakatlantiradi;   
10-Harakatlantiruvchi dastalar.Ular mikroskob asosining ikki tamonidagi 
mexonizmi Harakatlantiradilar ;  
11-opek –alyuminotor OP-12.U tubusning pastki qismida joylashgan;   
12-mikroskop dastasi ; 
13-markazlash vintlari.Uning yordamida yoritish sistemasining xolati 
o’zgartiriladi; 
14-linza yoritish sistemasida tashqariga chiqarilgan dasta : 
15-disk.U anolizotoring ustiga interferension yorug’lik filtrlari sifatida o’rnatilgan; 
16-ob`ektiv.U 3X, 8X, 20X, 40X, 60X va 90X marta kattalashtirishni ta`minlaydi. 
MIN-8 mikroskopning kattalashtirish dastagi 1-chi jadvaldan ko’rish mumkin. 
Nur sindirish ko’rsatkichi ko’pincha immersion suyuqlik yordamida aniqlanadi.U 
tekshirilayotgan ob`ekt va muHit (suyuq yoki qattiq) ning nur sindirish 
ko’rsatkichini taqqoslashga asoslangan. 
 
Mikroskoplarning kattalashtirish darajasi 
1-jadval 
Obektiv Okulyar va kattalashtirish 
 5X 6X 8X 12X 17X 
3X 15 18 24 37,5 51 
8X 40 48 64 100 136 
20X 100 120 100 240 340 
40X 200 240 320 480 680 
60X 300 360 480 720 1020 

 
MIN-8 kabi polyarizasion mikroskoplar bilan bir qatorda ilmiy tadqiqot 

ishlarini olib borishda metallagrafiya miqrosqoplar xam keng qo’llaniladi. 
Ishni bajarish tartibi:MIN-8mikroskopida tajriba quyidagicha o’tkaziladi: 

1.Shishada uzunlik 6sm va eni 2sm bo’lgan bo’lakcha kesib olinadi,u spirtlangan 
paxta yoki doka yordamida tozalanadi; 
2. Yuqoridagi shisha yuzasiga immersion suyuqlik surtiladi, o’nga maydalangan 
tekshiriluvchi moddaning kukunchalari o’tkaziladi va shishadan yasalgan shaffof 
material bilan qoplanadi; 
3. Fil`tr-qog’oz yordamida predmet stoli va qoplovchi ingichka shaffof shisha 
orasidan chikkan ortikcha suyuqlik tortib olinadi; 



4.Immersion preparat MIN-8 mikroskopiga o’rnatiladi; 
5.MIN-8 mikroskop yordamida nur sindirish koeffisienti, kristallar gabitusi va 
miqdori aniqlanadi. 
6. Xisobni tuzish. 
Bajarilgan ish buyicha xisobotda quyidagilar aks ettirilishi zarur. 
a) Laboratoriya ishining qisqacha nazariy asoslari; 
b) MIN-8 mikroskopning ko’rinishi va uni tashkil etuvchi detallar nomi. 
V) Minerallarning optik konstantalari qiymati; 
G) Minerallarning gabituslari; 
D) Minerallarning miqdori; 
e) Bajarilgan ishning xulosalari. 
 
                              Nazorat savollari 
 
1.Mikroskopiya usuli apparatlarida qanday tekshiruvlar olib boriladi? 
2.MIN-8 markali polyarizasion mikroskopning  asosiy  detallari  nomini    
   aytib  bering . 
3.Mikroskoplarning  kattalashtirish  darajasi  qanday  aniqlanadi? 
4.Mikroskopiya  preparatlari  qanday  aniqlanadi? 
5.Minerallarning  gabituslari  deganda   nimani  tushuniladi? 
6.Minerallarning  miqdori  qanday  aniqlanadi?  
7.Korxona  sharoitida  maxsulotlar  sifatini  nazorat  kilishda   
  mikroskopiya  usulidan  foydalanish  mumkinmi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LABОRATОRIYA ISHI №8 

Mavzu:Kristallar tuzulishini rengenografik usulda aniqlash 
Рентгенографияда қўлланиладиган асосий ускуналар.  

Жаҳон минералоглари ва кристаллографлари томонидан деярлик барча 
табиий ва маълум бўлган сунъий минералларнинг тузилиши микроскопик 
тахлил асосида 1900 йил атрофида ўрганиб бўлинди. Натижада қаттиқ жисм 
атомлари структураси хажмий тўғри, унда атомлар маълум тартибда 
жойлашганлиги таъриф этилди. Лекин 1921 йилда эса рентген нурлари 
ёрдамида уларни қайта текшириш бошланди. Бу амалий текшириш фан ва 
техникани ниҳоятда бойитди, минеролог-кристаллографларнинг шу онга 
қадар ҳам тўғри талқин ва башорат қилишганликларини тасдиқлади.  

Кейинги йиллар давомида рентгенографияни фан ва техникада қўллаш 
бўйича улкан тадқиқотлар олиб борилди. Рентгенографияга оид аппаратларни 
қўллаш тиббиёт, металлургия, кимё, машинасозлик, самолётсозлик, ракета-
созлик каби соҳаларида кўпайди.  

Амалий рентгенографияда ҳам катта ўзгаришлар содир бўлди. Рентгено-
графия аппаратларининг сезувчанлиги оширилди, ҳажми ва оғирлиги эса 
кичрайтирилди. Рентген анализи усуллари такомиллаштирилди.  

Ўзбекистонлик олимлар - проф. И.С.Канцепольский, Н.А. Сирожидди-
нов, Б.И.Нудельман, Т.А.Отақўзиев, А.А.Исматов тадқиқотларида ҳам ама-
лий рентгенография усули катта ўрин эгаллади. Паст ҳароратларда пишувчи 
цемент, керамика ва ситаллар олишда унинг хизмати ниҳоятда катта бўлди.  

Фотоусул ишлари учун мўлжалланган структура тахлили 
аппаратлари. Уларга биринчи навбатда УРС-60 ва УРС-55 аппаратлари 
киради:  

УРС-55 аппарати. У 55 кв ли кучланишда ишлашга мўлжалланган. Бу ап-
парат стол усти аппарати бўлиб, унда структура тахлили ўтказиш мумкин.  

УРС-55 аппаратининг мухим томонлари сифатида оператив столнинг ки-
чиклиги, юқори қувватли кенотронннинг йўқлиги ва бошқарув пульти (тўғри-
ловчи вазифасини рентген трубкаси бажаради)нинг ихчамлини айтса бўлади.  

УРС-55 аппарати БСВ-2 типидаги чизиқли фокус ва торировкаланган 
катодли махсус электрон трубка билан ишлашга мўлжалланган.  

УРС-60 аппарати. У 120 ва 220 в ли иккита тўғриловчи лампалар - 
кенотрон ва 60 кв кучланишда ишлаш учун мўлжалланган.  

УРС-60 аппарати - фотометрик усулга мўлжалланган. Унда анод токини 
стабиллаштирувчи стабилизатор борлиги учун аппаратни ионизацион усулни 
қайд этиш учун ишлатса бўлади. Иккита трубкада бир йўла ишлаш мумкин. 
БСВ-2 да рентген нурларини чиқарувчи деразача сони 2 та, БСВ-4 да чиқиш 



деразачаси 4 та ва БСВ-6 да чиқиш деразачаси 2 та. Шу трубкалар билан 
ишланса қурилма хавфсиз бўлади.  

Аппаратда сувни камайтирилиши ёки сув келмаслик холатларида, юқори 
вольтли кабел ўчиб қолганида, анод токи миқдорининг нормадан ошиб 
кетганида блокировка қилувчи қурилма бор. Анод токини феррорезонанс ва 
электрон стабилизатор СН-2 ёрдамида барқарорлаштириш кўзда тутиган. 
Аппарат ток кўрсаткичларининг +7 дан -15% гача тебранишида ишончли 
ишлайди. Қурилма иш ва оператив стол шаклида. Оператив стол ичида 
генератор мосламаси мавжуд.  

УРС-70 қурилмаси. Универсал рентгенструктуравий қурилма. 50 гц час-
тота, 127 ёки 220 в кучланишда, ўзгарувчан ток манбаида ишлашга мосланган.  

Рентген трубкани қувват олиш схемаси ярим тўлқинли (бир кенотронли 
ёки кенотронсиз). Трубкадаги кучланиш амплитудаси 70 кв гача, трубкадан 
ўтаётган ток 30 mа.  

Курилма БСВ типидаги шишали электрон трубка билан ишлашга 
мосланган. Бошқа типдаги трубкалар, электрон ва ионли (трубка полюсини 
ерга улаб қўйиш шарт) трубкаларда ишлаш имконияти бор. КРМ-150 типидаги 
кенотрон тўғрилаш учун ишлатилади.  

АРС-4 аппарати. У портатив, жуда тор нур боғларини олиш учун ишла-
тилади. Аппаратда БСВ-5 (чиқиш сони-2) микрофокус трубкадан фойдала-
нилади. Трубка аноди катта кучланиш остида бўлиб, катод ерга улаб қўйил-
ган. Корпуснинг катод чўғлаш иплари ҳимояланган ва қаршиликлар ёрдамида 
бириктирилган. Бунда анод токи ўтишида керакли кучланиш ҳосил бўлади.  

Аппарат 50 гц частотада ва 127 ёки 220 в кучланишда бир фазали манбага 
улашга мослаштирилган. Трубкадаги қувват амплитудаси 45 кв; трубкадан 
ўтувчи ток - 0,45 mа атрофида; максимал қувват - 0,3 квт атрофида бўлади. 
Трубка аноди махсус насос ёрдамида трансформатор ёғида совитилади.  
Рентгенограммалар юқори ва паст температураларда, вакуум ва босим остида 
олиб борилиши мумкин. Юқори температураларда рентгенографик 
шаклларни олиш юқори температурали фазавий ўзгаришларини қайд қилиш 
учун, модданинг юқори ҳароратда қандай параметрларига эга эканлигини би-
лиш учун, уларнинг иссиқликдан кенгайиш коэффициентларини аниқлаш 
учун олиб борилади:  
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 расм. ДРОН-7 рентген дифрактометри ва рентген трубкаси.  

Адабиётда ДРМк-2.0–кўп каналли махсус рентген дифрактометри, ДРД-
4- дистанцион бошқариладиган рентген дифрактометри, ДАРМ-2.0 – ЭХМ 
дасту-рига мўлжалланган автоматик рентген дифрактометри, АРС-4 – 
структуравий текширишга мўлжалланган портатив рентген аппарати, МАРС-
1 ва МАРС-2 – стуктуравий анализга мўлжалланган кўп фокусли рентген 
аппарати ва бошқалар борлиги ва уларнинг ишлаш принциплари ёритилган. 
ДРОН ва УРС ларга УРНТ-180, КРН-190 ўрнатилса паст хароратда иш олиб 
бориш мумкин. Юқори хароратда УРВТ-1300 ва УРВТ-1500 лар 
қўлланилади. 
 

Дифрактограмма олиш учун силикатли намуна тайёрлаш.  
Дифрактограмма олиш учун силикатли намуна тайёрлаш ва дифрак-

тограмма олиш қуйидагича кечади:  
1. Текширилаётган намунадан 5-10 г ажратиб олинади;  
2. Агатли майдалагичда спирт ёрдамида майдаланади;  
3. Ҳўл модда майдалагичда ёқиб юборилади ва қуруқ кукун олинади;  
4. ДРОН маркали аппаратларига намуна - кукун жойланади;  



5. Дифрактограмма олинади;  
6. Дифрактограмма пиклари номерланади;  
7. Пиклар ўлчами ва интенсивлиги аниқланади;  
8. Топилган қийматлар махсус жадваллар ёрдамида d-га айлантирилади;  
9. Махсус китоблар ёрдамида d ва I лар қиймати орқали модда таркиби 

аниқланади.  
Рентген нурлари билан ишлашда хавфсизлик техникаси қоидаларига қат-

тиқ риоя қилиш зарур. У узоқ вақт киши организимига таъсир ўтказса сало-
матлик масаласига путур етади:  

1.Инсон қонининг таркиби ўзгаради; 2.Ички органлар шикастланади;  
3.Тери қавати куяди.  
Рентген нурлари билан ишлашда маъсул органлар томонидан белгиланган 

шарт-шароитларга қатъий амал қилиш талаб этилади:  
1.Рентген аппаратларида ишлаш учун ёши 18 га кирмаганларга руҳсат 

берилмайди;  
2.Рентген аппаратларини созлаш ва тузатишга фақат маҳсус маълумоти 

бор кишиларгагина рухсат этилади;  
3.Рентген аппарати жойлашган хоналарга бегона шаҳсларнинг киришига 

йўл қўйилмайди;  
4.Рентген аппарати ишлаб турган вақтда унинг бўлакларига тегиш, юқори 

вольтли қисмларини таъмирлаш ва бошқалар ман этилади;  
5.Вақт-вақти билан ренгтен нурланишидан ҳимоя воситаларининг эффек-

тивлиги дозиметрлар орқали текшириб турилиши шарт;  
6.Рентген трубкаси ва рентген камераси алмаштирилгач аппарат ўрнатил-

ган хонани дозиметр ёрдамида текшириб туриш керак.  
Рентген нурлари билан ишлашда ҳавфсизлик техникаси қоидаларини риоя 
қилишни таъминлашда рентген дозиметрлари катта роль уйнайди. Рент-ген 
нурлари дозасини ўлчашда одатда кўчма асбоблардан – универсал ГРИ 
дозиметрларидан кенг фойдаланилади. Бу асбоб бир ипли электрометр ва ал-
маштириб туриладиган ионланиш камералари тўпламидан ташкил топган. 

Аниқланган пиклар қайси минералга тегишли эканлиги ўрганиш.  
Кристалл холдаги материал ўзининг тузилиши билан характерланади ва унга 
мос равишда шу панжара учун хос бўлган текисликлар тўпламига эга бўлади. 
Текисликлар орасидаги масофани аниқлаш текширилаётган материалнинг 
кристалл панжарасини характерлашга имкон беради.  Материалнинг 
дифрактограммасини олишдан аввал уни текширишга тайёрланади. Бунинг 
учун материал лаборатория шароитида чинни ёки агат ховончаларда 

майдаланиб, 0056-рақамли элакдан (1 см
2 

юзада 10000 тешикли) ўтказиб 
олинади. Тайёрланган кукун сочилувчан бўлса, боғловчи сифатида техник 



спирт ишлатилади. Тайёрланган намуна рентген аппаратининг махсус 
материал солинадиган мосламасига жойланади ва унинг дифрактограммаси 
олинади.  

Олинган хар бир дифрактограмма устида ишланади. Хар бир пик қайси 
минералга мансуб эканлигини аниқланади, аниқлаш учун махсус адабиётлар 
мавжуд. Текширишлар ёрдамида минералнинг структураси аниқланади, 
пиклари аниқланиб, фазавий ўзгаришлари тўғрисида хулоса ёзилади.  

Рентген усулининг аниқлик даражаси кўпгина факторларга, яъни 
материалдаги атомларнинг нур қайтариш хусусиятига, аралашманинг ва 
текширилаётган фазанинг рентген нурларини ютиш коэффициентига, 
кристалл панжаранинг мукаммаллигига, кристалларининг ўлчами ва 
бошқаларга боғлиқ.  

Рентенгографик тахлил усули орқали мавжуд фазалар миқдорини 
аниқлаш мумкин. Моддаларнинг миқдорий тахлил қилиш текширилаётган 
фазага тегишли чизиқлар иненсивлигини ўлчашга асосланган. Чунки рентген 
нурлари дифракциясининг интенсивлиги модданинг миқдорига тўғри 
пропорционалдир.  

Миқдорий тахлил этишнинг бир нечта усули мавжуд. Масалан, 
текширилаётган моддаларга эталон модда аралаштириш усули. Бу усулда 
текширилаётган моддага эталон моддадан маълум миқдорда қўшилади. 
Сўнгра эталон модда чизиқларининг интенсивлиги текширилаётган 
модданинг соф холдаги рентгенограммаси ва эталонли аралашмасининг 
рентгенграммаси билан солиштириб кўрилади. Эталон сифатидан кимёвий 
жихатдан тоза бўлган ош тузи кристалларидан фойдаланилади.  
Рентгенографик тахлил ёрдамида олинган хар бир дифрактограммани тахлил 
этилади. Илмий-тадқиқот ишларини расмийлаштиришда шу тахлил 
 

 натижалари асосида хулоса ёзилади. Хулоса ёзишнинг усули қуйидаги 
тартибда олиб борилади.  

 



 
 Турли хароратларда термик ишлов берилган чинни тоши 

дифрактограммаси.  
 

Дифрактограмма бўйича хулоса ёзиш усули  
5-расмда чинни тошининг дифрактограммаси берилган. Рентгенографик 
тахлилга кўра текширилаётган чинни тошининг таркибида дастлабки холда 
кварц ва пирофиллит минераллари мавжуд. Дифрактограммада кварц учун 
хос бўлган – 0,423; 0,333; 0,245; 0,226; 0,222; 0,213; 0,184;, 0,165; 0,153 нм ли, 
пирофиллит учун хос бўлган – 0,897; 0,453; 0,412; 0,385; 0,334; 0,304; 0,241; 
0,240; 0,228; 0,287; 0,214; 0,188; 0,183; 0,168; 0,152 нм ли рефлекслари қайд 

этилган. 800
о
С температурада иссиқлик ишлови берилганда, бу минерал 

таркибида фазавий ўзгариш камлиги кузатилади. 1000
о
С да эса 

рефлексларнинг интенсивлик даражаси камайганини кузатиш мумкин. 

1200
о
Сда термик ишлов берилганда чинни тоши таркибида ўзгаришлар 

кузатилади. Бу ўзгаришлар муллитнинг – 0,536 нм ли пиклари билан 

характерланади. 1300
о
Сда муллитга хос бўлган рефлекслар интесивлиги 



ошгани қайд этилади. 1400
о
С мулитнинг рефлекслари интенсивлиги бир 

мунча пасайгани кузатилади. Кварцга хос бўлган дифракцион максимумлар 
барча холларда ўзининг характерини ўзгартирмагани кузатилади.  

Демак, хулоса қилиш мумкинки, текширилаётган бу тоғ жинсининг 
яъни, пишган холдаги чинни тошининг фазавий таркиби кварц ва муллит 

минералларидан иборатдир. 
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